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· 变压器测试机(Transformer Tester)
· LCR电表(LCR Meter)
· 线材测试机(Cable Tester)
· 电源线综合测试机(Power Cord Tester)
· 泛用型多功能测试机(Universal Function Tester)
· 组件测试机(Component Tester)
· ICT(In-Circuit Tester)
· 摄影照相电路板测试机(Vision Tester)
· 风扇测试分析仪(DC Fan Tester)
· 马达测试系统(Motor Tester)
「工欲善其事，必先利其器」
为使爱用者在使用本产品时能达到最佳的效率与效果
请依照使用手册之说明来安装与操作
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Chapter  I     一般说明
I.1   包装与配备
在CT-8687系列全功能线材专业测试机包装中的标准配备应有下列  几项：
· CT-8687全功能线材专业测试机
x1 

· 二合一64 Pin转牛角转接头(128Pin)
x1
· 256P ATA-66测试排线专用治具 (For/+)
x1
· 自动找点探针
x1
· 电源线

x1
· 使用手册
 
x1
您所选购的机种因料号不同而在规格上有所差异，请参考<P70>  APPENDIX  C   CT-8687系列规格差异比较表之说明
I.2   本使用手册用字与符号说明
· [xxxx]
表示测试机上之按键名称，如 [TEST]
· Sy[xxxx]
表示LCD上显示之按键，y为SoftKey编号(1~6)


，xxxx为按键名称，如S1[PROG]
· {xxxxxxxx}
表示LCD上显示之文字讯息
· |xxxx|
表示LCD上之切换选项名称，如|ON|
· <Pxx>
表示相关之参考页数，如<P21>
· (xxxx)
英文说明
·            
表操作程序
·           
表注意事项
·            
表操作快捷方式
I.3   测试机之基本操作
· 文数字输入
在做档案储存时会要求输入文数字，本系统之设计是利用EditKey。第一次按下为数字，第2~4次分别代表数字键上方由左至右之大写英文字母，举例说明如下：

按键名称
按下次数
LCD显示

1
1

1

(
1

1 

1
2

1A

(
1

1A 


1
3

1AB
· 移动
您可用[←][↑][→][↓]移动光标
· 确认
[Enter]为一般之确认键
· 量测/跳离
[TEST]为量测激活键，[Exit]为跳离键
· 另选
加按[Shift]键可激活该键上方功能
I.4   各部位名称
I.4.A   前面板(请参考下图)
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(1) LCD液晶显示器
(2) S1~S6操作辅助键(SoftKey)
(3) PASS & FAIL & HIPOT LED
(4) 控制按键(EditKey)群组
(5) 量测键[TEST]
(6) 量测快速键群组
(7) 系统重置(Reset)键
(8) 系统按键(SysKey)群组
(9) 64 PIN治具接头，图标为256Pin，共有4槽接头，标准型为128Pin，只有A/B两槽接头
(10) Pin Search 接头
(11) 高压校正输出接头
(12) 电源切换开关
I.4.B   背面板(请参考下图)
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(13) 串行埠(RS-232 Port)
(14) 串行埠(RS-485 Port，保留)
(15) 远程控制埠(Remote Port)
(16) 打印机连接端口(Printer Port)
(17) GPIB连接埠(保留)
(18) 交流电源输入(230/110 VAC)
(19) 110/230V切换开关
(20) 风扇出风口
· 请确认交流输入电压设定与使用电压是否一致
I.5   功能方块图
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I.6   安装
· 安装程序
(a) 请确认电源供应器的电源，接上电压源为AC115V或230V
(b) 依照使用需要，接上转接头与待测线材(Cable)
(c) 开启电源，系统将执行自我测试程序
(d) 测试程序执行完毕，正式进入CT-8687系统中，LCD显示如下
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(e) 若要结束请按 [电源开关]结束
· 开机后将会执行自我测试，约需要60~80秒之时间
· CT-8687NAC2+机种配备专用治具(FB-8687A2)
· 在{READY}状态下，操作辅助键S1~S6有下列调整功能
· S1 
将LCD的背光调亮
· S2 
将LCD的背光调暗
· S6 
软件版本与更新日期显示
I.7   按键使用说明
I.7.A   系统(SysKey)按键群组
· [Func] 
系统功能选单
· [Setup] 
系统设定选单
· [Print] 
打印功能选单
I.7.B   量测快速键(FastKey)按键群组
· [File]
档案管理设定
· [Save]
储存测试设定数据文件设定
· [Learn]
断短路学习
· [Stat]
列示测试统计资料
· [Mode]
测试模式设定
· [O/S]
断短路表显示
· [Cond]
导通阻抗测试编辑
· [R]
电阻设定编辑
· [C]
电容设定编辑*
· [Hipot]
高压设定编辑
· Diode([Shift]+[R])
二极管设定编辑
· CT-8687NAC2+(ATA-66排线专用机种)[C]则表示遮蔽率测试编辑
I.7.C   控制按键(EditKey)群组
· 文数字键
用以输入文数字，包含0~1,A~Z,．/
· [BS] (()
退格键(Back Space)
· 方向键
用于光标之移动,包含[←] [→] [↑] [↓]


[PgUp] [PgDn]以方便资料编辑
· [Exit] 
使系统跳离目前状态并回到前一状态
I.7.D   [Enter] 
确认键
I.7.E   [TEST] 
开始量测键
I.7.F   操作辅助键(SoftKey)群组
S1~S6位于LCD右侧，作为辅助操作/设定用
I.7.G   [Reset] 
系统重置键，相当于暖开机(Warm Start)

Chapter  II     功能设定与分析模式
功能设定与分析模式包含系统主功能[Func]、系统设定[Setup]与打印功能[Print]，说明如下
II.1   系统主功能 (Function)
提供系统之主要功能选单，其操作与功能说明如下
· 操作程序
(f) 按下[Func]
(g) LCD显示画面如下
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(h) 请以[↑]或[↓]键选择所需项目
按[Enter]即可进入选择项目功能
(i) 可按[Exit]退回上一画面
II.1.A   系统自我测试
本功能可设定此一机台是否于开机后会直接执行自我测试的功能
· 操作程序
(j) 按[Func]，请以[↑]或[↓]选定本项目后按[Enter]
(k) 此时系统则会执行自我测试的功能
(l) LCD显示画面如下
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(m) 可按[Exit]跳离
II.1.B   内存配置表
CT-8687系列产品内建512K的内存。本项目可查看内存使用之状况，可列示出机台之内存空间总数、档案已使用空间总数以及剩余空间总数。
· 操作程序
(n) 按[Func]键，以[↑]或[↓]选定本项目后按[Enter]
(o) LCD画面显示如下
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II.1.C   设定系统时间
本功能可调整系统的年/月/日/时/分/秒
· 操作程序
(p) 按下[Func] 

(q) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
(r) LCD显示画面如下
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(s) 按下S1[设定]
请分别输入正确日期与时间，输入完毕请按S5[SAVE]储存
(t) 可按[Exit]跳离
· HOUR为24小时制
II.1.D   更改系统密码
本测试机提供按键保护，以避免资料被任意修改。
· 操作程序
(u) 按下[Func] 

(v) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
(w) LCD显示画面如下
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(x) 请输人原密码并按下[Enter]
(y) 请使用文数字键键入新密码并按[Enter]且牢记此密码
(z) 请再次输入新密码，确认新密码并按[Enter]，此时屏幕上会显示{设定成功}
(aa) 新密码设定成功会自动跳回功能选单中
(ab) 若要修改密码，请重复以上之设定步骤
II.1.E   设定屏幕明暗
本功能提供LCD画面亮度的控制，值愈大亮度愈亮，共分为0~10阶段，默认值为 | 5 |
· 操作程序
(ac) 按下[Func] 

(ad) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
(ae) LCD显示画面如下
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(af) 请依需要按下S1 [更亮]或S6[更暗]变更其亮度，并按[Enter]确认
(ag) 变更完毕后，可按[Exit]跳离
II.1.F   直流高压校正
直流高压校正功能即调整Read(量测值)最近似于DC设定值
· 操作程序
(ah) 按下[Func] 

(ai) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
(aj) LCD显示画面如下
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(ak) 按S1[上升]或S2[下降]调整Read(量测值)最近似于DC设定值
	
	
	

	[image: image10.png]20140
200.3v |[TEE
29980

502,30
600U, Code= 360, Read= 599.4U
700U, Code= 419, Read=_701.9U
DC= 80DURAET SN Vi CET S e

FEER





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(al) 设定完毕，请按S4[完成]
(am) 若欲取消设定之资料则可按S6[放弃]即可
II.1.G   交流高压校正
交流高压校正功能即调整Read(量测值)最近似于AC设定值
· 操作程序
(an) 按下[Func] 

(ao) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
LCD显示画面如下
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(ap) 按S1[上升]或S2[下降]调整Read(量测值)最近似于AC设定值
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(aq) 设定完毕，可按[Exit]跳离
II.1.H   内部阻抗归零
本功能可执行机器内部阻抗归零之动作
· 操作程序
(ar) 按下[Func] 

(as) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下S1[归零]或[Enter]
(at) LCD显示画面如下
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(au) 按下[Enter]即可执行内部阻抗归零的动作(当您欲执行内部阻抗归零时，请先插好归零治具)
(av) 若PORT A (A槽)完成内部阻抗归零，LCD会显示询问是否依序进行PORT B (B槽)内部阻抗归零。
(aw) LCD显示画面如下
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(ax) 若您选购之机器为256PIN，则会依序进行内部阻抗归零至PORT D
(ay) 按下S6 [清除归零]可执行清除内部阻抗归零的动作
归零意指将所有PIN脚完全短路后，予以量测其值并储存于机器内部，并修正杂散电容阻抗，以确保量测准确度。本机在出厂前皆已进行归零完毕，建议每三个月归零一次以确保准确度。

· 归零治具为选购配备
II.1.I   寻找输出点位 (Pin Search)
本功能可显示出目前的输出点位为何
· 操作程序
(az) 按下[Func] 

(ba) 请以[↑]或[↓]选择至本项目并按下[Enter]
(bb) 将自动找点探针接于Pin Search接头上，并将探针指于你所欲得知之点位上
(bc) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image15.png]&S

HEH. -
A3G
BZ29





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(bd) 图中A36与B29分别代表A槽第36个点位与B槽第29个点位
II.2   系统设定 (Setup)
系统设定包括系统组态与测试相关动作设定，其操作与功能说明如下
· 操作程序
(be) 按下[Setup]
(bf) LCD显示画面如下
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(bg) 请以[↑]或[↓]选择所需项目，并按[Enter]
(bh) 若有需要请按S1[项目选择]切换
(bi) 完毕可按[Exit]跳离
II.2.A   机台编号
CT-8687与相同测试机连接做资料的传送时可设定其ID以为识别，但在单机时无作用，默认值为| 1 |，可请键入0~512并再按[Enter]即可
II.2.B   按键的声响控制
本测试机可依需要开启/关闭按键的声音。默认值为|全部有声|
· 全部有声 
按键无论有效键或无效键皆设定有声响
· 全部无声 
按键无论有效键或无效键皆设定无声响
· 有效键声 
有效键才设定有声响
· 无效键声
无效键才设定有声响
II.2.C   按键操作
本测试机提供按键保护，以避免资料被任意修改。默认值为| 上锁 |
· 要选择按键保护或解除按键保护时须输入密码，所以请详读使用手册
· 操作程序
(bj) 按下[Setup]，以[↑]或[↓]选择至本项功能
(bk) 按S1[项目选择]
(bl) LCD显示画面如下
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(bm) 输入旧密码
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(bn) 按下[Enter]，此时LCD显示画面如下
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(bo) 此时已解开按键保护，可变更资料之设定。按键操作由原设定 | 上锁 |
转为|开放|的状态
· 解除保护模式时若忘记密码，在画面显示{输入旧密码}后按[Shift]+[BS]即可显示原密码，欲更改密码请详见上述之操作程序
II.2.D   测试警报
本功能提供测试结果之警讯，共有3个选项，可视其需要加以设定
· 全部有声
不论待测物测试结果为良品或不良皆设有声响
· 全部无声
不论待测物测试结果为良品或不良皆设无声响
· 良品有声
只设定待测物测试结果为良品才有声响
· 不良有声
只设定待测物测试结果为不良才有声响
II.2.E   显示及打印测试资料
本功能即设定测试统计资料显示及打印的型式，共有三个选项
· 全部显示
不论错误与否皆显示及打印测试资料
· 全不显示
不论错误与否皆不显示及打印测试资料
· 错误步骤
显示及印列错误步骤
II.2.F   自动打印测试资料
本功能为切换系统是否进入自动打印测试资料模式，共有二个选项，默认值为|否|，说明如下
· 是
自动打印测试资料模式打开
· 否
自动打印测试资料模式关闭
II.2.G   统计测试结果
本功能为切换系统是否进入统计模式，共有二个选项，默认值为|否|，说明如下
· 是
统计模式打开
· 否
统计模式关闭
· 统计模式之激活会影响测试速度，请视需要再打开此功能
II.2.H   开机自我测试
共有二个选项，默认值为│是│
· 是
须作开机自我测试
· 否
不须作开机自我测试
II.2.I   连续错误警报声
当测试发生错误时，会出现连续错误警报声响
II.2.J   测试档案
共有三个选项，默认值为│自动判别│
· 自动判别
测试系统自动判别为单一档案或循序档案测试
· 单一档案
指定为单一档案测试(即主画面所显示之{目前档案})
· 循序档案
指定为循序档案测试(无论目前主画面所显示之{目前檔


案}为何，皆进行循序档案之测试)
II.3   打印功能选单 (Print)
本测试机提供直接的打印机输出，方便您将所需要的资料打印出来，其操作与功能说明如下
· 操作程序
(bp) 选定所需资料或画面
(bq) 按下[Print]即可
II.4   学习断短路设定 (Learn)
本机台对于断短路设定是以学习的方式作设定的，亦即将测试线材之连接情形记忆在系统中，而系统将测试之结果显示于LCD上
· 操作程序
(br) 当测试模式设定中，线材种类设定为{一般}
(bs) 按下[Learn]，LCD显示画面如下
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(bt) 当进行线材测试时，按下[TEST]，LCD显示画面如下
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(bu) 由LCD显示画面中，我们可得知测试总数及良品、不良品的数目
(bv) 当测试模式设定中，线材种类设定为{点测}
(bw) 按下[Learn]，LCD显示画面如下
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(bx) 使用自动寻点探针指定所欲测试之短路点位，举例如下
(by) 当您使用自动寻探针，并将之置于线材指定之点位上(A01)
(bz) 按下S1[循序学习]，LCD显示画面如下
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(ca) 依序将探针置于线材指定之点位上(A03,A05,A07)亦按下S1[循序学习]
(cb) 完毕，请按S4[完成]
(cc) LCD显示画面如下
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(cd) 请按[Enter]储存档案或按[Exit]跳离，亦可键入新档名再按[Enter]另存新檔
(ce) 当进行线材测试时，按下[TEST]，LCD显示画面如下
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(cf) 请务必依序并利用自动寻点探针置于A03,A05,A07，即可完成线材测试之动作
(cg) 因最初我们预设4个步骤，所以每一待测物之测试，均须循序测试由步骤1至步骤4完全正确无误才算良品
· 最大只能设定64个测试步骤
(ch) 当测试模式设定中，线材种类设定为{单边}
(ci) 按下[Learn]，LCD显示画面如下
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(cj) 画面中右边所显示出之数值即为所谓的单边测试灵敏度(请参考P39.P40)
(ck) 当进行线材测试时，按下[TEST]，LCD显示画面如下
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(cl) 由LCD显示画面中，我们可得知测试总数及良品、不良品的数目
II.5   查看统计资料 (Statistic)
本功能可查看测试结果之统计资料，包括：测试总数、良品个数、不良品个数以及不良原因分析亦即寻求项目分类不良品个数
· 操作程序
(cm) 按下[Stat]
(cn) LCD显示画面如下
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(co) 按下S1[数量比率]，则可使统计资料以百分比的型式呈现
(cp) LCD显示画面如下
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(cq) 按下S6[清除资料]，则会将现有的统计资料完全清除
(cr) 完毕后，可按[Exit]跳离
Chapter  III     综合测试模式
测试模式是利用程序化设计功能，针对不同之测试项目设定不同之测试条件而予以同时且自动之测试，以满足不同之需求，达到最佳效率，可分成
· 测试条件设定;
· 综合测试实作
· 档案管理
详细说明如下：
III.1   测试条件设定
此部份指的是针对待测物(DUT)测试时所设定的一些管制标准与相对应的测试条件，包含O/S / Cond / R / C / HIPOT / Diode设定，其内容主要为
· 各测试项目(Parameter)之测试讯号(频率、电压大小、电流等)
· 管制标准，规格管制标准值、误差比率
III.1.A   断短路表 (OPEN/SHORT)
· 操作程序
(cs) 按下[O/S]
(ct) LCD显示画面如下
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(cu) 断短路表是利用学习的方式而来的
(cv) 完毕可按[Exit]跳离
III.1.B   导通阻抗测试编辑 (Conductance )

· 操作程序
(cw) 按下[Cond]
(cx) LCD显示画面如下
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(cy) 请以[↑]或[↓]选择至您所要设定之项目
(cz) 导通阻抗设定，请依需要利用数字键键入数值
(da) 导通测试模式设定，可利用S1[项目选择]切换为一般/瞬间状态
(db) 瞬间导通测试次数，请依需要利用数字键键入数值
(dc) 按下S5 [线材归零]可执行线材阻抗归零的动作
(dd) LCD显示画面如下
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III.1.C   电阻设定编辑 ( Resistance )

· 操作程序
(de) 按下[R]
(df) LCD显示画面如下
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(dg) 按S1[拷具上行]可作拷具上行资料的动作
(dh) 按S2[删除此行]可作删除所选定行数之资料
(di) 按S5[最前一行]可使光标移至现有数据的第一行上
(dj) 按S6[最后一行]可使光标移至现有数据的最后一行上
(dk) 请利用方向键移动至您所要设定的项目
(dl) 键入您所欲测试之点位及规格管制标准值
(dm) LCD显示画面如下
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(dn) 您亦可利用自动寻点探针，置于你所欲测试之点位，并按下S6[自动
寻点]，便可立即显示出所指定之测试点位
(do) 当您利用方向键移动至标准值时，LCD画面显示如下
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(dp) 按下S1 [单步学习]，则目前所在之标准值会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(dq) LCD显示画面如下
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(dr) 按下S2 [全部学习]，则所有标准值皆会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值，LCD显示画面如下
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(ds) 按下S4 [全部相同]，则所有标准值皆会与所指定点位的标准值相同
(dt) 按下S5 [归零]，LCD显示画面如下
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(du) 按下[Enter]即进行归零动作
(dv) 按下S6[清除归零]即可清除所作电阻归零之资料
(dw) 项目说明如下
· 名称
请键入所设定电阻测试组别的名称，
· (点(正端点位)
正端点位设定，请键入所选择之点位
· (点(负端点位)
负端点位设定，请键入所选择之点位
· 标准值
标准值设定，请键入所需数值
· 误差%
误差值之设定，请依需要键入设定数值。按下S6[全部


相同]使全部的误差% 设定相同
· >= STD
按下S1[大于]，则可将误差%设定为大于、等于标准值
· <= STD
按下S2[小于]，则可将误差%设定为小于、等于标准值
III.1.D   电容设定编辑 (Capacitance )

若您所选购的机种为ATA-66排线专用机种(CT-8687NAC2+)，则本功能变更为遮蔽率编辑，请参见遮蔽率编辑 (Shielding )
· 操作程序
(dx) 按下[C]
(dy) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image40.png]TE%E  smes #e
No %ﬁ <k -3 IRE(E RREx e
1 A01 Bl 1.00n 10.0 ||}
2Ccz2 ABZ BOZ 1.00n 10.0

3cC3 AO3 BO3 1.00n 10.0

4

5

6

?

H =
9 e
10 <l
11
12





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(dz) 按S1[拷具上行]可作拷具上行资料的动作
(ea) 按S2[删除此行]可作删除所选定行数之资料
按S5[最前一行]可使光标移至现有数据的第一行上
(eb) 按S6[最后一行]可使光标移至现有数据的最后一行上
(ec) 请利用方向键移动至您所要设定的项目
(ed) 键入您所欲测试之点位及规格管制标准值
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(ee) 您亦可利用自动寻点探针，置于你所欲测试之点位，并按下S6[自动
    寻点]，便可立即显示出所指定之测试点位
(ef) 当您利用方向键移动至标准值时，LCD画面显示如下
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(eg) 按下S1 [单步学习]，则目前所在之标准值会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(eh) LCD显示画面如下
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(ei) 按下S2 [全部学习]，则所有标准值皆会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(ej) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image44.png]ET XY

18385

No &f% +2k B

TR (E

e

1C1  AGL BO1
2C2 Aoz BOZ
3C3  no3 BO3

6.25p

s.oqE

10.0
10.0
10.0

JEtp [ 45
Iz ot

=
iz

E
k.

[




	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(ek) 按下S4 [全部相同]，则所有标准值皆会与所指定点位的标准值相同
(el) 按下S5 [归零]即可进行电容归零之动作
(em) LCD显示画面如下
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(en) 请依画面指示将线材脱离
按下[Enter]即进行归零动作
(eo) 按下S6[清除归零]即可清除所作电阻归零之资料
(ep) 项目说明如下
· 名称
请键入所设定电阻测试组别的名称，
· (点(正端点位)
正端点位设定，请键入所选择之点位
· (点(负端点位)
负端点位设定，请键入所选择之点位
· 标准值
标准值设定，请键入所需数值
· 误差%
误差值之设定，请依需要键入设定数值。按下S6[全部


相同]使全部的误差% 设定相同
· >= STD
按下S1[大于]，则可将误差%设定为大于、等于标准值
· <= STD
按下S2[小于]，则可将误差%设定为小于、等于标准值
III.1.E   遮蔽率编辑 (Shielding )

本项测试编辑设定只适于ATA-66专用测试机系统(如CT-8687NAC2+)
· 操作程序
(eq) 按下[C]
(er) LCD显示画面如下
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(es) 按S1[拷具上行]可作拷具上行资料的动作
(et) 按S2[删除此行]可作删除所选定行数之资料
(eu) 按S5[最前一行]可使光标移至现有数据的第一行上
(ev) 按S6[最后一行]可使光标移至现有数据的最后一行上
(ew) 请利用方向键移动至您所要设定的项目
(ex) 键入您所欲测试的点位及规格管制标准值
(ey) LCD画面显示如下
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(ez) 您亦可利用自动寻点探针，置于你所欲测试之点位，并按下S6[自动
            寻点]，便可立即显示出所指定之测试点位
(fa) 当您利用方向键移动至标准值时，LCD画面显示如下
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(fb) 按下S1 [单步学习]，则目前所在之标准值会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(fc) LCD显示画面如下
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(fd) 按下S2 [全部学习]，则所有标准值皆会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(fe) LCD显示画面如下
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(ff) 按下S4 [全部相同]，则所有标准值皆会与所指定点位的标准值相同
(fg) 按下S5 [归零]，LCD显示画面如下
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(fh) 请依画面指示将线材置入
(fi) 按下[Enter]即进行归零动作
(fj) 按下S6[清除归零]即可清除所作电阻归零之资料
(fk) 项目说明如下
· 名称
请键入所设定电阻测试组别的名称，
· (点(正端点位)
正端点位设定，请键入所选择之点位
· (点(负端点位)
负端点位设定，请键入所选择之点位
· 标准值
标准值设定，请键入所需数值
· 误差%
误差值之设定，请依需要键入设定数值。按下S6[全部


相同]使全部的误差% 设定相同
· >= STD
按下S1[大于]，则可将误差%设定为大于、等于标准值
· <= STD
按下S2[小于]，则可将误差%设定为小于、等于标准值
III.1.F   高压设定编辑 (HIPOT) 

此功能为DC绝缘、AC耐压的测试电压、频率、时间、规格及其它项目之设定
· 操作程序
(fl) 按下[Hipot]
(fm) LCD显示画面如下
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(fn) 请利用方向键移动至您所要设定的项目
(fo) 键入您的规格管制标准值
(fp) DC绝缘之项目说明如下：
· 测试电压 
测试高压
· 测试频率
不须设定
· 测试时间
高压持续时间
· 测试规格
DC绝缘规格设定
· 归零值
归零值输入设定
· 奇对偶
所有的奇数点位对偶数点位打高压，请依需要以S1[项目选择]设定开/关状态
· 所有对地
所有的NET对您所指定的点位(地)打高压，请依需要以S1[项目选择]设定开/关状态
· 二分快速
所有的点皆采用二分法快速测试
· 一对其它
所有的NET依序对其它点位打高压，请依需要以S1[项目选择]设定开/关状态
· 接地点位
所设定之接地点位
· 测试点数
测试点数设定，请依需要以S1[项目选择]切换
· 在高压设定编辑中，若您对测试规格设定为5M(以下时，则测试电压设定最高为650V，若您对测试规格设定为5M(以上时，则测试电压最高则可设定为1000 V或1500V
(fq) AC耐压之项目说明如下：
· 测试电压 
测试高压
· 测试频率
请以S1[项目选择]切换50/60Hz
· 测试时间
高压持续时间
· 测试规格
AC耐压规格设定
· 归零值
所欲扣除空机测试时之漏电流值
· 奇对偶
所有的奇数点位对偶数点位打高压，请依需要以S1[项目


选择]设定开/关状态
· 所有对地
所有的NET对您所指定的点位(地)打高压，请依需要以


S1[项目选择]设定开/关状态
· 二分快速
所有的点皆采用二分法快速测试
· 一对其它
所有的NET依序对其它点位打高压，请依需要以S1[项


目选择]设定开/关状态
· 接地点位
所设定之接地点位
· 测试点数
测试点数设定，请依需要以S1[项目选择]切换
· 当您在执行归零动作时，请按照以下之程序来进行，益和为使其较能符合实用性，并可节省测试时间，于是采用单一扣除归零值之方式来完成归零动作。
· 操作程序
(fr) 将Net 设定完毕，并储存于内存中
(fs) 在空机状态下按[Hipot]
(ft) LCD显示画面如下
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(fu) 将光标移至高压编辑设定中之测试方式，并利用S1[项目选择]将其皆切换为(关(，唯AC耐压项目中之一对其它之测试方式设定为(开(
(fv) LCD显示画面如下
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(fw) 按[Enter]确认后，按下[Test]
(fx) LCD显示画面如下
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(fy) 接着再按下[Hipot]
(fz) LCD显示画面如下
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(ga) 接着将光标移至AC耐压之归零值项目，并输入上一程序所测出之值(0.11mA)
(gb) LCD显示画面如下
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(gc) 按下[Enter]确认后，再按[Test]
(gd) LCD显示画面如下
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(ge) 如此，即完成归零之动作
· 归零值之设定乃是根据空机测试所产生之测试值，而其测试值可能每个Net皆有不同，但其差异不大，建议以出现最多次之值做为归零值
III.1.G   二极管编辑 (Diode)

· 操作程序
(gf) 按下Diode([Shift]+[R])
(gg) LCD显示画面如下
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(gh) 按S1[拷具上行]可作拷具上行资料的动作
(gi) 按S2[删除此行]可作删除所选定行数之资料
(gj) 按S5[最前一行]可使光标移至现有数据的第一行上
(gk) 按S6[最后一行]可使光标移至现有数据的最后一行上
(gl) 请利用方向键移动至您所要设定的项目
(gm) 键入您所欲测试之点位及规格管制标准值
(gn) LCD画面显示如下
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(go) 你亦可利用自动寻点探针，置于你所欲测试之点位，并按下S6[自动
            寻点]，便可立即显示出所指定之测试点位
(gp) 当您利用方向键移动至标准值时，LCD画面显示如下
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(gq) 按下S1 [单步学习]，则目前所在之标准值会经由学习的方式测出待测物指定点位之电阻值
(gr) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image62.png]AR GBIR e

No £76 +BE -Bf BE(E fRas

11z Aol Bol KBS 10.0
213 Aoz Boz  0.700 10.0

3
4
5
6
?
8
9

10

11

12

@

JEtp [ 45
Iz ot

[z




	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(gs) 按下S2 [全部学习]，则所有标准值皆会经由学习的方式测出待测物指定点位之标准值
(gt) LCD显示画面如下
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(gu) 按下S4 [全部学习]，则所有标准值皆会与所指定点位的标准值相同
(gv) 项目说明如下
· 名称
请键入所设定电阻测试组别的名称，
· (点(正端点位)
正端点位设定，请键入所选择之点位
· (点(负端点位)
负端点位设定，请键入所选择之点位
· 标准值
标准值设定，请键入所需数值
· 误差%
误差值之设定，请依需要键入设定数值。按下S6[全部


相同]使全部的误差% 设定相同
· >= STD
按下S1[大于]，则可将误差%设定为大于、等于标准值
· <= STD
按下S2[小于]，则可将误差%设定为小于、等于标准值
III.1.H   测试模式设定 (MODE)
测试动作设定是在设定测试时之动作与相关的设定。说明如下
· 操作程序
(gw) 按下[Mode]
(gx) LCD显示画面如下
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(gy) 请以[↑]或[↓]移动至您所要设定之项目
(gz) 设定完毕，可按S6[测试项目]以设定欲进行测试之项目
(ha) 按下S6[测试项目]，LCD显示画面如下
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(hb) 请以[↑]或[↓]移动至您所要设定之项目
(hc) 按下S1[项目选择]切换是否进行所选定项目之测试
(hd) 项目说明如下
· 断短路判定值

请按S1[项目选择]切换设定



数值为2/5/10/20/50 
· 线材种类

请按S1[项目选择]切换一般/点测/单边
· 最大容许电容量
请按S1[项目选择]切换设定数值为


0.05/0.1/0.2/0.5/1
· 测试激活方式
请按S1[项目选择]切换其设定，共有三种选择
· 自动
测试激活方式之设定为自种激活
· 手动
测试激活方式之设定为手动激活
· 连续
测试激活方式之设定为连续激活
· 自动测试插入延迟
设定测试治具阀门延迟时间，测试时若应用治具阀门时，其动作需有一段延迟时间，因此实际测试时间需延，请利用数字键键入
· 连续测试间隔时间
连续测试时两待测物(DUT)测试之时间区隔，请利用数字键键入
· 连续测试次数
请利用数字键键入连续测试次数
· 测试有错误时
当测试有误时，测试继续与否之设定请按S1 [项目选择]切换其设定为继续/停止
· 短断路端点判断
请按S1[项目选择]切换设定为是/否
· 单边测试灵敏度
判断有线与否(线愈长，灵敏度数值愈高)




当显示出灵敏度数值>您所设定的单边测试灵敏度




数值时，即判定为有线
· 瞬短断测试时间
请利用数字键键入瞬短断路测试时间
· 瞬短断测试最大点位   请按S1[项目选择]切换设定为128 / 256


若您所购置之机台为128Pin则无此设定项目，此项目最大功能在节



省瞬短断测试时间
· 单边测试只有Port A(A槽)有效(即指A1~A64)，当测试模式设定中之线材种类设定为{单边}，且单边测试灵敏度设为{0}，此时进行短断路学习，实例测试如下：将待测线材置于Port A(A槽)按下[Learn]，LCD画面显示如下
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一般上无线状态所量测出来的数值约为20左右。所以很明显地可以看出有

线点位及线数，此时可依您的需要设定单边测试灵敏度(建议设定在有线/

无线数值之中)，以此为例，若我们将单边测试灵敏度设为70 (约20~120之
中间值)，再按下[Learn]，LCD画面显示如下
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由此，我们即可马上知道有线数为6，即有6条线
· 当您对测试模式设定中之短断路端点判断设定为∣是∣时，当测试断短路发生错误时，系统会自动去侦测出发生断路之点位所在！如下图所示
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III.2   综合测试实作
做完以上的设定之后，即可进行综合测试实作。其因操作程序之不同，可细分为两种：实时测试(Real Time Test)与已存测试(Existed Test)，分别说明如下：
III.2.A   实时测试
此部份是将已储存在主存储器内之测试条件设定为测试之条件，实时对待测物予以测试，是最常用的测试方法，其步骤说明如下
· 操作程序
(he) 请先检视测试条件设定是否正确
(hf) 按下[Mode]即显示测试模式设定画面
(hg) 请检视并确认测试模式设定是否正确，并依需要予以更改
(hh) 确认无误后，请按[EXIT]跳离，回到主画面
(hi) 按下[TEST]后即开始测试
(hj) 测试完毕或须中断测试时，请按[EXIT]跳离
III.2.B   已存测试(Existed Test)
您可将储存在内存内之已存盘案(Existed File)加载至主存储器后予以执行测试，其操作说明如下：
· 操作程序
(hk) 按下[File]
(hl) 请以[↑]或[↓]移动光标，选定欲加载之文件名称
(hm) 确认后按下[Enter]，测试机开始把选定之档案加载主存储器中
(hn) 此时LCD画面将跳回主画面，目前档案即显示为您所选定之档案
名称，此时即档案加载完成
(ho) 请按[EXIT]跳离，回到主画面
(hp) 按下[Mode]即显示测试模式设定画面
(hq) 请检视并确认测试模式设定是否正确，并依需要予以更改
(hr) 确认无误后，请按[EXIT]跳离，回到主画面
(hs) 按下[TEST]后即开始测试
(ht) 测试完毕或须中断测试时，请按[EXIT]跳离
III.3   档案管理(File)
您可执行选取旧档/删除旧档/档案排序之动作，以方便档案管理与取用，其操作说明如下：
III.3.A   选取档案
选取档案是将已储存在永久内存内之已存盘案加载至主存储器中，以方便其它用途，包含测试、编辑、打印等，其操作说明如下：
· 操作程序
(hu) 按下[File]
(hv) LCD显示画面如下
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(hw) 请以[↑]或[↓]移动光标，选定欲加载之文件名称
(hx) 按下[Enter]即是执行加载档案的动作
(hy) 测试机开始把选定之档案加载主存储器中
(hz) 此时LCD画面将跳回主画面，目前档案即显示为您所选定之文件名称，此时即档案加载完成
III.3.B   循序设定
当您必须对同一待测物进行数种测试步骤时，您可将所需进行的测试步骤，以循序测试的方式设定，以简化您的测试程序并减少您的测试时间
· 操作程序
(ia) 按下[File]，然后按下S1[循序设定]
(ib) LCD显示画面如下
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(ic) 您可按S1[循序选档] ，LCD显示画面如下
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(id) 运用[↑]或[↓]移动光标，选择并设定待测物所需进行的测试步骤
(ie) 举例如下，我们选定1RODD-A，1RODD-B，1RODD-D此三个档案
(if) 运用[↑]或[↓]移动光标移至1RODD-A，然后按下S3[选取]
(ig) LCD显示画面如下
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(ih) 再运用[↑]或[↓]移动光标移至1RODD-B，然后按下S3[选取]
(ii) LCD显示画面如下
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(ij) 继续运用[↑]或[↓]移动光标移至1RODD-D，然后按下S3[选取]
(ik) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image74.png]BaAm]

L

EZ

[

[

1
2
3

1RODD-A
1RODD-B
1RODD-D

5
1RODD-A
R
1RODD-B
CRD-D
CRD-C
CRD-B
BURN-1
BURN-2
CRD-A
3

]
5

H




	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(il) 请按S4[完成]，LCD显示画面如下
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(im) 如此即完成循序测试设定，另外亦可利用S2[循序学习]来设定
(in) 举例如下，置入待测物，按下S2[循序学习]，LCD显示画面如下
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(io) 按下S1[学习]，则产生了第1个步骤设定，LCD显示画面如下
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(ip) 以此类推，可设定第1个、第2个…….步骤，假设我们共设定了5个测试步骤，设定完成后，并按下S3[完成]，LCD显示画面如下
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(iq) 如此亦可完成循序测试设定
(ir) 按下S3[循序测试]或[TEST]，LCD显示画面如下
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(is) 进行第1测试步骤，LCD画面显示如下
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(it) 第一步骤PASS，LCD画面显示{等待测试步骤2}
(iu) 循序完成1,2,3,4,5个测试步骤后，LCD画面显示如下
	
	
	

	[image: image81.png]L DEN $H 1

80

E.&:0 TR0

0/5 TEST





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(iv) 以此类推至完成所设定的5个步骤之后，LCD显示画面如下
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(iw) 如此即完成循序测试
· 每一个测试步骤完成后，机器会扫瞄短断路(O/S)，当短断路(O/S)状态改变后，机器才会进行下一个测试步骤
· 若要机器不必等短断路(O/S)状态改变即进行下一个测试步骤，请将该测试步骤档案测试模式中的{测试起动方式}设定为(连续(即可
III.3.C   建立新檔
建立新的档案于永久内存内中之功能，其操作说明如下
· 操作程序
(ix) 按下[File] 

(iy) 按下S2[建立新檔]即可进行建立新档的动作
(iz) LCD显示画面如下
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(ja) 键入您所喜欢之文件名称
(jb) 确认您欲建立之文件名称并按下[Enter]即完成建立新档之动作
III.3.D   上传档案
可运用SW-8687R2  PC联机软件将资料自测试机上传至PC上，以供使用者运用
III.3.E   下载档案
可运用SW-8687R2  PC联机软件将资料自PC中下载至PC上，以供使用者运用
III.3.F   删除旧档
删除旧档是将已储存于永久内存内之档案永久删除，以避免占用宝贵的永久内存，其操作说明如下
· 操作程序
(jc) 按下[File]并以[↑]或[↓]移动光标，选定欲删除之文件名称
(jd) 按下S4[删除旧档]即可执行删除档案的动作
(je) LCD显示画面如下
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(jf) 确认您欲删除之文件名称并按下[Enter]即完成删除档案之动作
III.3.G   档案排序
档案排序功能，可使您依其需要快速对已存有之档案作排序之动作，其操作说明如下
· 操作程序
(jg) 按下[File]
(jh) LCD显示画面如下
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(ji) 按下S6[档案排序]，即可依您的需要作出档案排序之动作，共有五个选择，详列如下
· 依文件名称由大至小排列
· 依文件名称由小至大排列
· 依储存次序由小至大排列
· 依档案日期由大至小排列
· 依档案日期由小至大排列
III.4   档案储存(Save)
档案储存是将在主存储器内之资料储存于永久内存，以方便其它用途，包含加载、测试、编辑、打印等，其操作说明如下
· 操作程序
(jj) 请先检视测试条件设定是否正确
(jk) 确认无误后，请回到主画面
(jl) 按下[Save]
(jm) LCD显示画面如下
	
	
	

	[image: image86.png]MICROTEST
RARi L IR E)

e

ENTER-57E EXIT-iNE

IR S RHEATE
fBE: 886-2-2698-4089

E#iEE: 85 04-19-99 04:42:37





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(jn) 您可直接使用EditKey中之文数字键键入您喜欢的名称
(jo) 确认后按[Enter]即开始将档案储存至永久内存
Chapter  IV     ATA/66排线测试实际应用
以下以40Pin 3个IDE Connector的ATA/66排线实际测试来说明其应用。本机种内建一个{ATA-66}测试样本文件。本章节将应用本样本档案来进行说明，可以节省您学习与设定的时间
· 操作程序
(jp) 打开电源开关并执行完毕自我测试
(jq) 按下[File]
(jr) LCD画面显示如下
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(js) 请利用方向键移动至{ATA-66}档案
(jt) LCD画面显示如下
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(ju) 按下[Enter]或S1[选取档案]，CT-8687即将{ATA-66}档案加载主存储器
(jv) LCD画面显示如下
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(jw) CT-8687NAC2+ ATA/66专用全功能专业线材测试机应附有4个64-Pin ATA/66排线测试专用治具
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	64-Pin ATA/66排线测试专用治具
(FB-8687A1)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	ATA/66排线

	
	
	


(jx) 将有贴上”B”字样之64-Pin ATA/66排线测试专用治具插入测试机的B槽治具接头，如下图所示
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(jy) 其余2个64-Pin ATA/66排线测试专用治具即可分别插入A槽与D槽
· 在{ATA-66}测试样本文件中，不使用C槽
(jz) 完成即如下图所示
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(ka) 另外准备一条良好的ATA/66排线
(kb) ATA/66排线及其所接接头位置如下图所示
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	蓝色Connector接在A槽治具上

	
	
	

	
	
	黑色Connector接在B槽治具上

	
	
	

	
	
	灰色Connector接在D槽治具上

	
	
	

	
	
	


(kc) 将ATA/66排线接妥如下图所示
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(kd) 按下[Learn]，系统会自动执行断短路学习
(ke) LCD显示画面如下
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(kf) 学习完毕，请按[Save]另存新檔
(kg) LCD画面显示如下
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(kh) 输入所欲储存之新档名，例如新档名为{ATA-66-1}
(ki) LCD画面显示如下
	
	
	

	[image: image97.png]Jallisk & AR ATA-66

Net FERREA(L HE: 13

001 BOZ-B19-B22-B24-B26-B30-B40—
C02-C19-C22-C24-C26-C30-C34-
C40-D02-D19-D22-D24-D26-D30-

e
90| ENTER-#EE EXIT-E
&0 | SR ST
007 BO?-CO?-DO?
008 BOB-CO8-DO8
009 BO9-CO9-DOI





	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(kj) 输入之新档名后，请按[Enter]确认
(kk) LCD画面显示如下
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	另存新档后之文件名称

	
	
	


· 因为各家厂商所制造的ATA/66接线(Wiring)略有不同，请务必在测试前执行Learn功能，并予以另存新档
(kl) 按下[Mode] ，LCD显示画面如下
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(km) 测试模式设定内容，请视其需要作调整，请参考测试模式设定(MODE)。 

(kn) 再按下S6[测试项目]，LCD显示画面如下
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· 本范例所使用的测试激活方式为(自动(在第一次按下[TEST]后只要将DUT Cable 插入测试治具内即会自动进行测试
(ko) 测试项目编辑，益和公司建议依上图所示之设定作测试项目之设定
(kp) 您可利用方向键移动至各测试项目并按S1[项目选择]来更改测试项目
(kq) 设定完毕，请按[Exit]跳回{READY}主画面
(kr) 随时可依需要按[Save]储存档案
(ks) 您可修改对导通(Conductance)、遮蔽率(Shielding)、高压(Hipot)之设定，请参考导通阻抗测试编辑、遮蔽率编辑 (Shielding )、高压设定编辑 (HIPOT)
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(kt) 设定完毕，请按[Save]执行档案储存的动作
(ku) 全部设定完毕后，请按[Exit]跳回到{READY}主画面
(kv) 按下[TEST]即进行测试动作，LCD画面显示如下
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(kw) 良好的ATA/66排线测试结果为PASS
(kx) 换上另一条待测的ATA/66排线，系统即会自动进行测试动作
APPENDIX  A、  CT-8687传输线接线组态
1.  RS-232C CABLE
   9-PIN连接头 (母)      25-PIN连接头 (母)

2.  
PRINTER CABLE
	25-PIN连接头 (公)
	36-PIN连接头 (公)
	信号

	1
	1
	STROBE

	2
	2
	DATA 0

	3
	3
	DATA 1

	4
	4
	DATA 2

	5
	5
	DATA 3

	6
	6
	DATA 4

	7
	7
	DATA 5

	8
	8
	DATA 6

	9
	9 
	DATA 7

	10
	10
	ACKNLG

	11
	11
	BUSY

	13
	13
	SLCT

	18 ~ 25
	19 ~ 30, 33
	GND


3.
CT-8687 REMOTE  
  15-PIN连接头
	1
	CTL0
	9
	SW(

	2
	CTL1
	10
	SW1

	3
	CTL2
	11
	

	4
	CTL3
	12
	RESET

	5
	CTL4
	13
	+5D

	6
	CTL5
	14
	+12D

	7
	CTL6
	15
	GND

	8
	CTL7
	
	

	


  SW( + SW1 短路即可开始测试 (等于按下面板之[TEST ])
  CTL 0, CTL 2, CTL 3 , 为测试状态下的输出讯号，定义如下：
	CTL0
	开始测试

	CTL1
	高压状态

	CTL2
	“PASS” 状态

	CTL3
	”FAIL” 状态

	


  CTL0 ~ CTL1  内部电路图如下图所示

APPENDIX  B、  CT-8687测试范围与功能
	项目
	符号
	量测范围

	电阻
	R
	    0.1(
	~
	10M(

	电容
	C
	    10pF
	~
	1(F

	遮蔽率
	Shielding Rate
	    0.0
	~
	50.0

	二极管
	D
	    0.0V
	~
	7.0V

	导通
	COND
	    0.1(
	~
	100.0(

	绝缘电阻
	IR
	    1M(
	~
	1000M(

	高压持续时间
	
	    0.0Sec
	~
	60.0Sec

	高压(漏电流)
	IL
	    0.1mA
	~
	5.0mA

	断/短路
	O/S
	    2K(
	~
	50K(

	瞬间短断路测试
	
	    2K(
	~
	50K(

	断短路端点判断
	
	
	
	

	瞬间导通测试
	
	    0.1(
	~
	50.0(


· NA系列机种之绝缘电阻量测范围为1M(~500M(，请参考以下之CT-8687系列机种主要规格差异比较表
APPENDIX  C、  CT-8687系列机种主要规格差异比较表
	P/N 机种名
	CT-8687NA
	CT-8687NAC2+
	CT-8687
	CT-8687FA

	遮蔽率测试(ATA Cable)
	/
	V
	/
	/

	DC高压测试电压
	200V~1000V
	200V~1000V
	200V~1500V
	200V~1500V

	AC高压测试电压
	100V~500V
	100V~500V
	/
	100V~1000V

	AC高压测试(漏电流)
	5mA
	5mA
	/
	5mA

	绝缘阻抗测试(I.R.)
	1~500MΩ
	1~500MΩ
	1~1000MΩ
	1~1000MΩ

	标准测试点数
	128
	256
	128
	128

	    升级至256点(/C2)
	V
	标准
	V
	V


主要差异：

/+  
表测ATA-66排线专用机种

/FA  
表绝缘电阻为1G(, AC为100V~1000V, DC为200V~1500V

/NA  
表绝缘电阻为500M(, AC为100V~500V, DC为200V~1000V

/C2  
表256 PIN

APPENDIX  D、  CT-8687技术规格
	进阶功能
	可程序化连续测试
自动找点
自我诊断
自我校正归零

	基本准确度
	(1%

	测试扫瞄模式
	自动/短路扫瞄可切换

	量测速度
	0.1Sec基本值
瞬间短断路测试可达10mS(128点)

	量测讯号源
    短断路/电阻测试
    电容测试
    导通测试
    二极管测试
    绝缘测试
(选购)高压(漏电流)测试

	5Vdc
1Vrms
1mA
1mA
(0.5%准确度
200~1500Vdc (视料品名不同而有不同)
50V Resolution
(5%准确度
100~1000Vac (视料品名不同而有不同)
50V Resolution
0.01~60.0 Sec Delay时间可程序设定
(5%准确度

	显示/声响装置
	320x240分辨率图形液晶显示
6位数数字显示位数
Pass/Fail LED红绿指示灯/画面显示/声响

	量测接点
	128独立量测接点
可选择256接点
高压校正正负端输出
自动找点端子

	控制面板
	系统/快速/编辑/功能 按键群组

	接口
	RS-232通讯连接端口
打印机端口
远程控制埠

	记忆装置
	内建512KB SRAM

	
	

	
	

	电源供应
	115/230 Vac可切换式电压输入(10%
50/60Hz

	配件
	自动找点探针
二合一64 Pin 转牛角转接头
256Pin ATA-66测试排线专用治具(For/+)
电源线
使用手册

	温湿度
	摄氏150C ~ 350C
相对湿度RH≦75%

	尺寸 (宽x高x深)
	425x190x350mm

	重量
	约12Kgs (不含配件)

	线材规格要求
	最高1(F

	订购信息
	

	    CT-8687
	全功能线材专业测试机

	    /FA
	增加1000V高压(漏电流)与绝缘阻抗测试

	    /C2
	256测试点

	    /NA
	增加500V高压(漏电流)与绝缘阻抗测试

	    /+
	ATA-66测试排线专用机种

	    AV-8687DH1
	二合一64 Pin 转牛角转接头 (128P)

	    FB-8687A2
	ATA-66测试排线专用治具 (256P)
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